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CONTENIDOS:

Electrónica  Efecto de la temperatura en un transistor. Factores de estabilidad. Estabilización térmica. Mediante resistencia de carga. Mediante polarización entre base y colector. Mediante resistencia en el colector. Mediante divisor de tensión con termistores. Sistemas multietapas con BJT y combinada BJT y FET. Acoplamiento directo, con capacitor y con transformador. Determinación de la polarización de los dispositivos, determinación de las transferencias de tensión, corriente y potencia. Impedancias de  entrada y salida. Configuraciones típicas: D´Arlington, boot-strap, cascada y array. Amplificador de potencia. Máxima transferencia de energía. Polarización en clase B. Excitación en clase B. Clase AB. Distintas formas de propagación del calor. Conducción. Conversión. Radiación. Resistencia térmica. Cálculo de áreas de disipadores. Respuesta de frecuencia en los transistores. Efectos de los capacitores de acoplamiento. Análisis del transistor en altas y en medias frecuencias. Comportamiento. Precauciones. Amplificador clase C. Realimentación. Sistema con lazo abierto y lazo cerrado. Efecto de la realimentación sobre los niveles de impedancia. clasificación por tipo de realimentación: de tensión, de corriente, de trans-impedancia, de trans-admitancia. Estabilidad en amplificadores realimentados. Ventajas de la realimentación negativa.

Fuente de media onda, onda completa ( con toma central ) y onda completa ( tipo puente) , dobladores . Filtrado: concepto. Filtro capacitivo. Filtro inductivo. Fuentes reguladas con zener y con transistor. Fuentes estabilizadas, ajustables, balanceadas. Características de tensión. Corriente de cada una de ellas. Fuentes partidas. Fuentes conmutadas.

Técnica digital  Memorias semiconductoras, introducción. Parámetros.  Tiempo de acceso, capacidad, permanencia de la información. Memorias de acceso aleatorio RAM. Direccionamiento por línea y por coincidencia x- y. RAM bipolar. RAM CMOS. Memorias estáticas y dinámicas. Memorias de contenido fijo ROM. Conjunto lógico programable  ROM integrada. Memorias PROM. Memorias reprogramables EPROM y EEPROM. Dispositivos Gal y Pal. Características. Expansión de la capacidad. Trabajo en paralelo. Selección del chip de trabajo. Decodificación de direcciones. Funcionamiento de una memoria. Ciclos de lectura y escritura. Diagramas temporales. RAM dinámica DRAM. Memorias de acceso secuencial y aleatorio. Apilamiento de memorias (buffers). Aplicaciones en equipos de aviónica tales como FMS, AFMS. Distintos tipos. Sistemas secuenciales. Definición. Autómata de Mealy, autómata de Moore. Introducción. Análisis del sumador serie. Tablas y diagramas de estado de un circuito secuencial sincrónico. Síntesis de los sistemas digitales de proceso sincrónico. Generalidades. Diagrama de secuencia de operaciones. Ordenes de iniciación o fin de un proceso. Ordenes y datos de entrada y salida. Diagrama en bloques de sistema. Circuitos multivibradores: FLIP-FLOP, circuito Schmitt trigger. Conmutación regenerativa. Aplicaciones del Schmitt trigger. Circuito integrado 555. Características, aplicaciones, ejercicios. Aplicación de circuitos multiplexores, demultiplexores, codificadores y decodificadores  en diferentes unidades de aviónica. Aplicaciones en el ufdr, dfdr, dadc, fdau. Circuitos electrónicos de control de carga de combustible. Desarrollo de los tiempos de las señales. Desplazamiento de las señales en el tiempo. Utilización de contadores en unidades de aviónica tales como dke, dfdr, reloj electrónico. Conversores analógico – digital y digital – analógico. Lazo de resistencias de diferente valor. Escalera binaria. Lazo R2R. Conversor digital – analógico. Tolerancia y resolución. Conversor analógico – digital por conversión simultánea. Conversor analógico – digital por el método del contador. Técnicas avanzadas de conversión analógica – digital. Tolerancia y resolución. Relación entre tiempos de señal y tiempos de muestreo.
